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Инструкция № 168-С рассмотрена
К Г Ш Ш  § .Ч Я Ж %  5 Г “Научным советом по аналитичес­ким методам /протокол & 31 от1.П.78/ и утверждена ВИЦСом с введением в действие с Т ок­тября 1979 г.

СПЕКТРАЛЬНОЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ- ПРШЕСЕЙ В СИДИСДПМТ ИЗВЕРЖЕННЫХ ГОРНЫХ ПОРОДАХ С ПРШЕНЕНИШ КВАНТОНЕТРА2̂
Сущность метода

Методика определении элементов-примесей в силикатных торивх породах, разработанная Л.И.Сердобовой и Н.А.Больиаке- во! 5*6, закопается в испарения анализируемо! пробы ээлектрической дуге переменного тока,в которую пробу вводят способом воздушного дутья ,и в измерении интенсивности спект­ральных линий фотоэлектрическим методом с использованием квантометра.Чтобы свестц/к мянмуцу влияние состава пробы на ре­зультаты анализа ж попоить точность определений, исходную навеску предварительно разбавляют в отношении 1:2 буферной смесью, состояв! из карбоната натрия / IOf/, двуокжсн крем­ния / 30%/ ж графитового порошка / 60%/.Карбонат натрия стабилизирует температуру здектржчео- кой дуги: при этом уменьшается влияние состава анализируе­мых проб на результаты анализа. Графитовый порошок препят­ствует слипанию частиц ж повышает температуру дуги, что спо­собствует более полному испарению пробы.Двуокись кремния вводят в состав буферной смеси, чтобы в достаточной степе­ни нивелировать анализируемые пробы по содержанию креыння. буферная смесь такого состава способствует высокой интен­сивности аналитических линий.
х/ Шесеиа в КАК спектральной лабораторией ШГРЭ.
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Л 168-СИсточником возбуждения спектра служит дуга переменно­го тока силой 28 А, питаемая от генератора УГЭ-4.
Смеси анализируемых проб или эталонных образцов с бу­фером вводят в дуговой разряд с помощью аппарата УСА-5, мо­дернизированного применительно к количественному анализу*
Для получения спектра и фотометрировання линий исполь­

зуют квантометр ДФС-36 /дифракционная решетка 1800 штр/м1, обратная линейная дисперсия 0,27 нм/мгл/3̂*Анализ выполняют по методу трех эталонов по относи­тельной интенсивности спектральных линий. Элементом сравне­
ния служит медь. Если требуется определить содержание меди, 
и, следовательно, она не может быть элементом сравнения, то все элементы определяют по абсолютной интенсивности спект­ральных линий. Воспроизводимость анализа при этом ухудшает­
ся незначительно.Аналитические графики, построенные по стандартным об­
разцам горных пород и по искусственным эталонным образцам, 
ишитируювдм по составу гранит, для всех элементов, кроме 
титана, бериллия и бария, совпадают. Поэтому содержание всех элементов определяют по графикам, построенным по эталонным 
образцам, но для титана, бериллия и бария эти графики кор­ректируют по стандартным образцам. По стандартным образцам строят также график для определения общего содержания желе­
за. Методика предназначена для определения Co,Wt,fe,V,7U Mwje, Ga,S3,8a,Ca,Be,SrbM & в силикатных изверженных горных породах. Интервалы определяешх содержаний приведены в табл. I.Аналитические линии скандия, олова и бериллия пере­крываются линиями спектров железа и титана: поэтому скандий, олово и бериллий определяют только в пробах, содержащих не более 3% Fe203 , например,в кислых горных породах.Случайная погрешность определения для всех элементов кроме железа, скацдия и повышенных содержаний хрома и титана 
укладывается в допустимые расхождения инструкция по внутри- 
х/ можно использовать квантометр ДФС-ЮМ /дифракционная ре­шетка 1200 штр/мм,обратная линейная дисперсия 0,42 нм/мм/, но при этом определяется только группа свдерофильных 
элементов: Со, Ni.Tl, Мгг, Fe, Сг.4



Интервале определяемыхсодержаний1̂
* 168-сТаблица I

Элемент определяем! содер-
в расчете на в расчете на элемент окислы

Кобальт 0,001 -  0,03 —

Никель 0,001 -  0,1 -

Хрон 0,001 -  0,3 0,0015-(0,5 / С г £05/

Ванадий 0,001 -  0,1 0,002 - 0,2 / Va05/
Титан 0,02 -  1,0 0,05 - 2,0 /Т102/
Иарганец 0,01 -  0,3 0,01 -  0,4 /МггО/
Железо /общее/ - 1,0 - I 5,0/Fe£03/
ГалхиЙ 0,0005 -  0,01
С прощай 0,005 -  0,1 0,006 -0,1 /$гС/
Барий 0,005 -  0,1 0,005 -O.I / ВаО/
Медь 0,001 -  0,05 -

Бериллий 0,0002 -  0,01 о,ооо&-о,оз /Веи/
Олово 0,0004 -  0,002 -

Сгнндей 0,0005 -  0,03 0,007-  0,05 /Sc2t y

лабораторному контролю. Случайная погренность определения хадеза, а такав хрома при содержании более 0,2? к тягана щя содержании более 0,5? укладывается в удвоенное допустимыераохогденхя.
В табл. 2 даны допустхше расхондвння3 наяду основными я повторными определениями / Ддоа/- расхождения, полученные 

авторами инструкции / Д^д/ к запас точности Z Ад0П/ДаКС1/
для всех определяемых элементов. Для скандия допустимых рас­
хождении не имеется, и в таблице даво только Ддоц̂  .

Реактива к материалы
1. Карбонат хахкя, ч.д.а.2. Карбонат натри безводный, ч.д.а.3.. Двуокись кремния,ос.ч.-12-4. 

х/ Во4фЬкэводпюсть и правильность определений в уиааачншс интервалах содержаний подтверждена контрольными анализами.
ь



* 168-С4. Окись алшжнжя, ч.д.а.5. Окись кальция, ч.д.а.6. Окись магн я, ч.д.а.7. Окислы никеля, крона, ванадия, титана, меди, галлия, бериллия, олова и скандия, карбонаты стронция и бария, ко­бальт металлический / порошок/ и сульфид марганца для приго­товления эталонвых образцов. Бее реактивы длины иметь квали­фикацию не ниже ч.д.а. и содержать не менее 99$ основного 
вещества.8. Спирт этиловый, ректификат.9. Угли спектральные марки "С-1” диаметром 6 мм.10. Грабят высокой чистоты /порошок/, ос.ч.-7-4.11. Буферная смесь. Для приготовления 200 г буферной смеси тщательно смешивают в отутае 1,0 г окиси меди2' и 20,Ог карбоната натрия, добавляют 60,0 г двуокиси кремния, тщатель­но перемешивают, добавляют 119 г угольного порошка и снова тщательно перемешивают. Все реактивы должны быть истерты до-200 меш. Подученная смесь содержит 0,5$ окиси меди, 10$ кар­боната натрия, 3(9 двуокиси кремния и 60$ угольного порошка.12. Основа для приготовлены эталонных образцов. Для приготовления приблизительно 100 г основы смешивают в ступке2.0 г оквои кальция, 1,0 г окиси магния ж по 5,0 г карбона­тов натрия ж калия. Затем добавляют 15,0 г окиси алшиння н72.0 г двуокиси кремния и снова оереиеывавт. Скесь прокали­вают в муфельной печи при 1200°С в течение двух часов и пос­
ле остывания истирают до -200 мен. Полученная смесь содержит приблизительно 74,5? Sl02 , I5,5jAtj03> 2,1$ CaO, 1,0$ MqO,3,1$ Napi 3,5$ K20.

13. Эталонные образцы.Образец _A, Тщательно истирают с добавлением спирта 0,705 г 
№.г03” 0,500 г Со.,0,730 г Сг203 ,0,890 г. V205 ,0,790 г MaS, 0,835 г ТЮа ч 0,550 г основы.Получают 5,0 г смесж,содер­жащей по 10$ каждого эталонируемого элемента.Образец Б. Тщательно истирают с добавленной спирта 0,840 г 
карбоната стронция,0,715 г карбоната бария я 3,445 г основы.
х/ Бела определяют содержание меди, то в состав буферной сме­

си окись меди не вводят.
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*  16 
Та&доДопуспше paoinjû -Miu] utjjry повторнши опрсделюпша /  Ддоп / ,  расхождения по даятм mtoj

инструкции / ■ вапас точности If Z = Дд0ПЛ 9КСП

Содержал* t% Со Nl _ СггСЪ V20s TtO? 1 Мп.
д̂оп »̂жсп ̂ АдОПп 1 г*4 кс a ао«=г Wn. *|*ДОП »̂ксп ^ АДОП 1 »̂жсп г |йдоп 1 *̂яоп ^

10-19,99 •
5- 9,99 1 I
2- 4,99 \ 11 i1-1,99 20 ! 33 0.6 i I
0,5-0,99 * 26 1 37 0,7 i0,2-0,499 20 41 0,5 i1 32 1 44 0.7 ! 22 31 0.7
0,1-0,199 24 41 0,6 45 35 1.3 40 j 49 0,8 30 ! 31 1.00,05-0,099 47 22 2,1 28 41 0,7 50 35 1,4 50 ! 55 |0,9 1 48 ' 31 1,5
0,02-0,049 41 32 1.3 55 27 2,0 32 43 0,7 60 35 1,7 60 : 65 0.9 56 зх 1,9
0,01-0,019 56 32 1,8 65 32 2,0 40 44 0.9 70 35 2,0 1 68 ; 31 2.2
0,005-0,0099 83 32 2.6 70 37 1,9 50 46 м 83 35 2,4

!
1 !

0,002-0,0049 83 32 2,6 83 46 1,8 60 48 1,2 83 35 2,4 1 1
0,001-0,0019 83 32 2,6 83 57 1.5 77 ЭТ 1,4 : 1 1 I
0,0006-0,00099 1

: 1 i

Идс
Ga

№■ *8КСн! г

6,0 15 !0,412 21 j 0,6
20 33 j 0,6
28 46 I0,6

[00 ^jeobJ" ̂
SzO

■Vn I д I zi Д91С0П
Ba.0 Си. BeO

■̂доп i ̂ 8КСП ^ |̂ доп I ^эксп 2 /'доп ! ^эксп! ^

Г SnП w
Sĉ 03̂

Д̂ОП i ̂екоп^l^on1 э̂жс 
.  J - ' ------------------

60 40 . 1,5
i

i

64 23 2,8 76 ; 40 1,9 1

80 23 3,5 80 40 2,0 70 |  32 2,2 44 34 | I ,3
83 23 3,6 83 | 40 2,1 83 ■12 2,6 56 34 I , s

42 33 1,3 83 23 3,6 83 | 40 j  2,1 83 ,  32 ■  2,6 75 37 2,2
50 33 1,5

1 83 32 ' 2,6 83 34 2.4
60 33 1,8

'

t 83 32 , 2,6 83 34 2,4
71 33 2,1 1 ! 1 83 34 2,4

83
83

46
46

36
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* 168-СПолучает 5,0 г смеси,солероде! по 10% стронция и бария. 
Образец В.Тщательно истирает с добавлением спирта 0,134 г 
Ga,0j, оТ278 г ВеО, 0,153 г Sca03,0,I25r CuO, 0,127 г SuO, 
и 9,183 г основы. Получает 10,0 г смеси, содержаще! по I.0JC каждого эталонируемого элемента.
Этцлоа£н1 обраэец 1 I . Смешивает с добавлением спирта и 
тщательно истирает 1,00 г образца А, 1,00 г образца £ и8,00 г освоим. Получают 10,0 эталонного образца, содержаще­
го ш 1% кобальта, никеля, хрош, ванадия, титана, марган­
ца, стронция и бария.
Э̂ рж>т̂ _ойраз&х_*_2 - Смешивает такда же образом 3,00 г 
эталонного образца X X и 7,00 г основы.Подучавг 10,0 г эта­лонного образца, содержащего по 0,30% кобальта, никеля, хро­
ма, ванадия, титана, марганца, стронция и бария.Эталонный образец X 3.Смешивает таким же образом 1,00 г 
эталонного образца X I, 1,00 г образца В ж 8,00 г основы. 
Получает 10,0 г эталонного образца, содержащего по 0,1% каждого из эталонируешх элементов.
Эталонный образец X 4.Смешивает таким же образом 3,00 г 
эталонного образца X 3 и 7,00 г основы. Получает 10,0 г эталонного образца, содержащего но 0,03̂ каждого не этало­
нируешх элементов.Продолжая таким же образом, то есть,смешивая 3,00 г 
каждого предыдущего образца с 7,0 г основы, получает все ос­тальные эталонные образцы, последив! из которых содержит по 0,0003£ каждого эталонируемого элемента.

14. Стандартные образцы состава /С0С/ или другие об­
разцы с надежно установленным составом. Образцы попользует 
для корректирования градуировочных графиков, построенных по вещественным эталонным образцам. По ним также строят градуировочные графики для определения железа. Стандарте 
образцы горных пород подбирает с таким расчетам, чтобы все определяемые элементы содержались в них в различных коли отвах,отвечающих всему интервалу определявши содержаний . в 
пернув очередь предельно малым содержаниям. Достаточно иметь 8-10 таких стандартных образцов, дапример,гранит GM, 
эальт Ш, глинами! сланец ТВ /СОС страх СЭД , альбита̂  -



Jfc 168-Сванный гранят СГ-IA,габбро эссекситовое СГД-1 А, пегматит Я 706/75, гранитодд й 707/75 /СОС СССР/.пироксенит ПИМ-1 
/образец ИГЕМ/ и др.

Аппаратура и оборудование1. Фотоэлектрическая установка ДФС-36 /квантометр/. 
Монтаж и наладку квантометра, а также выведение аналитичес­ких линий, указанных в табл.З, обычно выполняет бригада с 
завода-изготовителя.Растровый конденсатор заменяют стандартной трехлинзо­
вой системой /от спектрографа ИСП-30,ДФС-8 или ДФС-13/. Рас­
стояния от входной щели квантометра приблизительно состав­
ляют:до конденсора с F =150 мм- 300 ш;до конденсора с F=75 мм - 550 мм;

до источника спектра - 610 ш: при этом на дифракционной решетке квантометра должно быть 
получено резкое изображены источника спектра /электродов 
дуги/.Прилагаемый к квантометру ДФС-36 цифровой вольтметр Щ 151 I/O заменяют более современным цифровым вольтметром 
постоянного тока, например типа Щ 1513.2. Безэлектродные высокочастотные ламш ВСБ-2, излуча­
ющие спектры определяемых элементов» Лампы используются для 
выведения выходных щелей на аналитические линии и для конт­роля их положения. Достаточно иметь 3-4 ламш.3. Прибор питания безэлектродных ламп ППБД- ЗМ /или 
ППБП-З/. Прибор состоит из двух основных частей: выпрямителя и генератора, в который помещают лампу ВСБ-2.

4. Полуавтоматическая спектральная установка УСА-5, ко­торую подключают к блоку управления квантометра. Для коли­чественных определений установку модернизируют следующим об­
разом: а/ снимают механизм подачи проб и шесто него уста­навливают ленточный транспортер4; при работе транспортер 
вклхнается автоматически; 6/ в лодащей трубке устанавлива­ют разрядник для распыления комков пробы с помощью искрово­го разряда /питается от активы затора дуги П2-39/; в/на нижнюю часть подающей трубки устанавливают кварцевый шко-
8



* 168-С
Определяемое элементы я условия анализа Таблица 3

О преде ляеше эле­менты
Аналитя- веская ли­ния, нм

Шипава выходя. цели1/
Интер-__ Мемалре элементе̂ _ _
5 2 £  ^ * ' Д ш а  Содврж. Н о в а !волны, ш в пробе предел оп- 

*  ределяемых, содержал., %
тич.оп-ред.пографикусодерж.

I 2 3 4 5— e_ _ _: 7—Железо Pel 492,05 0,15 0,3-25,0 отсутот. уютСТ|ОН- Эг1 481,19 0,15 0,002-0,1 re /фок/ 25,0 
Kb I 481,19 1,0 Tl I 4BI.I0 3,0 
Cz I 481,0$ I.oМарга-нец Mai 478,34 0,15 0,01-0,3 Ч I 478,33 3,0 Fel 478.63 6|0 CrI 478,30 l,0 0,08

Барий Sal,455,40 0,10 0,002-0,1 Сг1 455.39 l,0 Tt I 455,54 3,0ВмадН V I 437,92 0,10 0,0003-0,1 otoytcTs уютХром Сг1 434,45 0,10 0,01-1,0 Ti I 434,42 Ю,о
CZI 425,43 0,10 0,001-0,01 oicjtcj, уютТитан Tl I 372,98 0,10 0,01-3,0Кобальт Col 345,35 0,15 0,0004-0,1 ce I 345,30 12,0 CrI 345,33 0.Ю 0,001

Никель KTl I 341,47 0,10
Свищи* Sc l 327,36 Олово Sal 317,50

Gal 294,36

бериллий ее I 234,46
Си I  327,39

0,05
0,05

0,05

0,10
0,10

0,0007-0,1

0,0006-0,10,0003-0,1
0,0006-0,1

0,0003-0,01
0,001-0,03

.541

.49/

Медь Си I  282,44 

х/ Афиш, входной

f i l l  345,28 
Col 341,47 
PCI 341.55 
T il  327,2 
Pel 317 
Pei 317 
VI 234,3 
VI 294,6 

Pel 294,35 
Fel 234,83 
Ш  327,40 
Pel 327,45

0.100,10
12,01*0
3.01.0
6 ,0
20,05.0
10.00,10 сравнения о т с

составляет 0,050 мк*
У Т С Т В у

0,001
0,003

О.СОЗ
0,001

0,001  
0,001 
0,008 
0,003 

J0 т



ft 168-Снечнжх. Дуговой разряд питается от генератора УТЗ-4, хотор&а подклхяаю? н установке УСА-5. Таи как часть электрической схеш генератора расположена о ятатхве УШТ-4, установку УСА-5 соединяет с генератором УГЗ-4 через втатхв УПГГ—4.5. Актхвлзатор дуги переменного тока ОС-39 иди друго­го тина.6. Эксцентриковая каровая вибромельннца для дополни­тельного истирания порошховнх проб2, в которой навеска 0,3- 0,5 г истирается до крупности частиц 10-20 мки.7. Механическая мешалка - стеклянная лопатка выоотой 10 ш, шириной 8 ш н толщиной 2 ш, вращавцаяся /скорость 500-700 об/мнн/ с помощь» небольшого электродвигателя с ре­дуктором. Лопатка крепится в патроне.8. Весы аналитические.9. Весы торэионные ВТ-200 ели ВТ-50010. Шкаф сушильный с терморегулятором.11. Тигли фарфоровые низкие ft I.
Ход анализа1. Подготовка квантоиетра ДФС-36 к работеКвантометр ДФС-36 подготавливает к работе в соответ­ствии с прилагаемой к нему инструкцией. Вышив квант ометр, прогревают его в течение 2,5 часов в корректируют выведение щелей на аналитические линии. Проверяют режим работы кванто- метра: уровень фотометрических сиголов, фотометрическую воспроизводимость /по десяти измерение!/ и логарнфмнчнбсть.

2. Корректирование положения выходных щелей.Чтобы уточнить положение находящихся на четырех каг-ретках выходных щелей квантометра относительно аважнтичес- кхх спектральных лкний, достаточно на каждой каретке ооэ- местнть максимум какой-либо одной спектральной ляпж с ооью ооответствухщей ей выходной щели. Для этого лучше воего ис­пользовать лампы ВСБ-2. Поступают следующш образом: аппа­рат УСА-5 перемещают в дальний конец рельса я на его место устанавливают лампу ВСБ-2, помешанную в генератор прибора патяяя» ППБЛ-ЗМ; поочередно меняя специально подобранные ламш ВСБ-2, корректируют положение каретки но одной какой- либо щели на каждой каретке. Например, устанавливая три лам-
10



& 168-Сmi ВСБ-2, излучающие спектры гелеза, никеля ж галлия, кор­ректирую полевение кареток по линиям Fe 492,0 нм /I карет­ка/. N1 341,4нм /П каретка/ Ga 294,Знм /Ш каретка/ и Fe 234,8 нм*' / 1У каретка/.
3. Вклочение установки УСА-5 и подготовка ее к работеУстановку вклтавт в соответствии с прилагаемой к ней инструкцией. Устанавливаю следухяий режим работы: си­ла тока дуги - 28 А;дуговой промежуток - о ым;обжиг - 5 сек.; экспозиция - 20 сек.
Для прогревания установки испаряю 7-10 навесок буфер, вой смеси я получаю на пантометре отсчеты, отвечающие фо­ну спектра. Если последние три-четыре отсчета стабилизирует­ся на одном и тем же уровне, то считаю, что установка го­това к работе.4. Подготовка пробПриблизительно 0,3-0,5 г анализируемого материала,ис­тертого до крупности - 200 мен, помещаю в стальные стака­ны паровой вибромельницы и истираю в течение 5 нив. Такие хе количества эталонных и стандартных образцов состава ис­тираю также в течение 5 мин.Навеску 0,030 г подготовленного материала /анализи­руемой пробы, эталонного илы стандартного образца/ и 0,060 г буферной смеси помещаю в фарфоровый тигель и перемешиваю о помощь» смесителя в течение одной минуты. Непосредственно перед испарением смеси просушиваю в сушильном нкафу в тече­ние 15 мин. при 105-П0°С.

5. Спектральный анализ проб
Анализируемого смесь высыпаю на ленту транспортера, распределяю равномерно по всей ее длине н включаю кноп­ку " пуск” квантомвтра. В автоматическом режиме идут "об­ит”, " экспозиция” ■ "опрос каналов”. Ори опросе каналов с табло цифрового вольтметра последовательно для каждого оп­ределяемого элемента снимаю показания а , пропорциональ­

ные логарифму относительной интенсивности :
х/ Эта ливня выведена специально дня корректирования целей 17 каретки, н железо по ней не определяю.

II



В 168-С
it= В £gc~i <ri С̂Ргде Jan и Jcp - интенсивности спектральных л т п Л  определив мото элемента и элемента сравнення /меди/.В - константа.

Значения п записывают или они автоматически печатаетсяна перфоленту.Перед анализом следупщй пробы прочкцают подащую труб­ку аппарата УСА-5 по всей ее длине о ерапка.Вое анализируемые пробы экспонируют два раза подряд и усредняя значения гь. Все этадонше н стацдартае образцы экспонируют по одному разу.
Значения а дан эталонных и стандартных образцов, по лученные за несколько дней работы кваятонетра /подряд лю­бые 2-4 дня работы на протя&еяхя 15-30 даей/, уорвдняют:По этим .данным отроят для каждого элемента градумровочннй 

графа в координатах [ ru ЦС ], Тле С - содержание элемен­та в эталонных образцах.Так как результат определения, найденные но графику, построенному по искусственным эталонным образцам, недостаточ­но достоверны для титана, беридаяя и бария, на ту же координат­ную ветку накосят точа по стандартам образцам н строят по на второй графа. Волн эта точа шло, то график проводят приблизительно параллельно первому. Находят, каким содержани­ям на графою, построенном по стандартна образцам, соот­ветствуют содержания, до которым построен первый графа, н эти содержания условно принимают за содержания элемен­
та в эталонах образцах. В дальнейнеш градуировочные гра­фах строят по эта условна содержаниям элемента в эта­лонна обраэце.Градуироночае графой для определения железа строят только по стандарте обрамим гора пород.Тнннчае градуировочные графжа проедет а рис.1 н 2.
sj Усредюеямю змачена не jr——* рияпатьея более чм на 0,03 кроме предельна малых осдоваяий. В протоном случае реаультаян авалиэа бракуют н ваяоаиюг ирнчнни нестабякьно- стж работы установки.
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№ 168-СПо этим графикам находят содержание определяемое элемен­тов в пробах. При этом учитывают возможное перекрытие анали­тических линий линиями других элементов /ш.табл.З/ н преж­де всего линиями железа и титана. Поэтому железо и титан определят* в первую очередь. Scли онж прмсутотвувт в коли­чествах, медащит определению какого-либо элемента /гра­фа 6 табж, 3/, то нмний предел ощюделяешх содержаний это­го элемента увеличивают до значения, указанного в графе 7 табл. 3.Обработка результатов на ЭШ повывает экспресеность спектрального анализа и устраняет грубые случайные ошибки. Производительность труда увеличивается при этом приблизи­тельно в два рава.Техника безопасностиПри работе с ввеоким напрялениеы, электрической ду­гой, а танке с пороиковымх пробами необходимо строго соб­людать меры безопасности, предусмотренные специальной инст­рукцией1. Литература1. Инструкция по технике безопасности при лаборатор­ных работах, М..ВИЭМСД976.2. Лонцкх С.В., Неддер В.В. .РаЙхбаум Я.Д., Хохлов В.В* Спектральный анализ при поисках рудных месторождений. Л., "Недра", 1969, с.78-80.3. Методы лабораторного контроля качества аналитичес­ких работ. Методические указания НСАЫ.М., ВШС.1975.4. Русанов А.К., Хит ров В.Г. Спектральшй анализ рудс введением порошков воздухом в дуговой разряд.Зав.лаб.,23, 12, 1957, 175-184.5. Сердобова Л.И, Квантометрический спектральный анализ юрод к минералов с вдуванием порожковых руд в ду­гу В еб. "Прикладная геохшкя и минералогия" М.,ИСИ, 1977, с. 66-73.6. Сердобова Л.И., Воронов В.С. Анализ пород на кван- тометре ДФС-36 с обработкой результатов имерений на ЭВМ ЕС-1020, Зав.лаб. 44,1 4, 1978, 429-431.
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J* 168-СПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендация по выведению выходных щелей квантомвтра на аналитические линии
Для выведения выходных щелей квадтометра на аналити­ческие линии рекомендуется применять высокочастотные спек­тральные безэлектродкые лампы ВСЕ-2, питающиеся от прибора питания ДДЫ-ЗЦ/ или ШШД-3/.
Лампу ВСБ-2 устанавливают на рельс, зклдаают прибор питания согласно инструкции, устанавливают силу тока сог­ласно паспорту лампы и после прогревания лампы выводят щель ьа аналитическую шнятг . Затем меняют лампу и таким же об­

разом выводят другую щель и т.д.При отсутствии спектральной лампы ВСБ-2 или прибора питания ППБД-ЗИ щели выводят согласии инструкции к кван- тометру: зажигают дугу переменного тока между верхним /мед­ный стержень/ и ттстята подставным электродами. Нкжтгам элек­тродом служат чистые нет, ллы дли сплгьы о достаточно вы­соким содержанием определяемого элемента, на спектральную линию которого выводят щель. Если талой металл или сплав не удается подобрать, то химическое соединение этого элемента помещают в канал угольного электрода в чистом виде или в вдде смеси с угольным порошком и испаряют в дуге переменно­го тока.
±/ щель квантометра в этом случав освещается с помощью рас­трового конденсора.

Изъятые из употребления Заменяющие ихинструкции инструкции
й 52-X 
Л 53-Х в оз-х
В 92-Х в из-х
В 90-Х Jf> П5-ХВ 9-ЯФ В 116-лФ

to со ь й II9-XВ Ю7-С В I4I-CВ 8-С й 150-С
В 95-ЯФ й 158-ЯФ
В 69-Х В 163-Х

Заказ J* 145. Л-79520. 15/И-ТЭг. Объем If3 уч.-изд.л. Тираж 650___Ротапринт ОЭП ВИйСа



Н.зу'-ппс.' соье*хял по ып-.тгы./ческнгл метода»
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' А.-Начальник упраг. ̂ишт ; тучно-
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КЛАССИФИКАЦИЯ
МШНАТОРШХ МКТОДОЬ АНАША МИНЕРАЛЬНОЙ) CUP̂i 1--------- --------------------------

лате- I Наыкеновашю го-ия | ана-тсза Воспроизводимость методов анализа
г Особо точный гыалвз Среднеквадратичное отклонение результатов ои- ределенкя должно быть в три раза меньше допу­стимого среднеквадратичного отклонения, ре­гламентируемого инструкцией внутрнлабопптор- ного контроля4' (см. Приложение)
3 Золка: анализ Среднеквадратичные отклонения результатов определения отдельных компонентов не дол­ины превышать допустимых с ре днеквадратют шу отклонений

о
S14«
«

и

ь
[<
с
с

о

Суша кошонентоВ| если определены все компо­ненты при содержании каждого выше 0,1%, доли­на лежать в интервале Э9,5£1,50>
Cyiaea компонентов, если определены все ком­поненты при содержании каждого выше 0,01%, должна лежать в интервале Э9,9±1,50%
Среднеквадратичные отклонения результатов определения главных (содержание более Ь%) компонентов должны быть в три раза меньше допустимого среднеквадратичного отклонения
Среднеквадратичные отклонения результатов определения отдельных компонентов не дол- инь превышать допустимого среднеквадратич­ного отклонения
Суша компонентов, если определены все ком­поненты при содержании каждого выше 0,1%, должна лежать в интервале 99,5±0,80%
Суша компонентов, если определены все .компе центы при содержании каждого выше 0*01%, должна лежать в интервале 99,9+0,80%

Li Анализ рядо­вых проб
TJ Анализ техно­логических продуктов

Среднеквадратичное отклонение результатов оп­ределений не должно превышать допустит ых среднеквадратичных отклонений!
Средне гвадратычьые отклонения результ атов определения могут превышать допустимое сред­неквадратичное отклонение не более, чем е .лл роза (по ocoooit договоренности с заказчикам)

Коу.̂ЖПИОНТ к даогстллвд с̂ гисквадга- тмчкоь̂ ОТКЛГ1- пеню
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У Особо точный анализ геохи­мических проб
С?.сд,екьа.дратич1ше отклонения резут.татег оп­ределения должны быть в два раза кегыве допу­стимых соеднеквздретнчкых отклонение

Л Анализ рядовых С:>едиеквздратичнве отклонпшя г-еэультатов оп- геохимичесгих ределсяия не должны провидеть удвоекяу» велн- проб чину допустимого среднеквадратичного огалэне-№

и,Ь

УН Иолуколиче- стьешшй анализ
Воспроизводи­мость определе­ния 4—1U ГОфр (интервалов) на один поря­док содержании с догерателыю; вероятностью

Качествен­ный ам**»1* Точность опре­деления не нормируется
х) См. Методические указания "Методы лабораторного контроля качества аналитических работ", 

М . В Ш С ,  1 9 7 5  г .Инструкция НСАМ 168-С
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